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OBJETIVO

Apolio de projetos Internos e externos, colaboracao entre
grupos de pesquisa, criacao de documentos cientificos sobre a
técnica, treinamento de usuarios, analises de nanomateriais e
materiais avancados, utillizacao de téecnicas fronteiricas de
analise, tratamento de dados e imagens.

RESULTADOS

Apoio de projetos internos em andamento — Degradacao de
bloceramlca em melo PBS por 10 dias — Analise por SE.
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A tecnica de Microscopia eletronica de varredura (MEV) € uma
poderosa ferramenta para investigar morfologia e caracteristicas
guimicas de materiais e amostras bioldgicas, e o equipamento
do LAImage € robusto e demonstra exceléncia nos
s e procedimentos investigados e propostos.
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